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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, в соответствие с учебным планом, cформировать у

обучающегося набор знаний о процессах, происходящих в конденсированных средах во время и после их

формирования на поверхности твердого тела, способах управления структурными и функциональными

характеристиками слоев и покрытий, а также методах их получения.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В.ДВ.14

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Диффузия и диффузионно-контролируемые процессы

2.1.2 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение

2.1.3 Коррозия и защита металлов

2.1.4 Материаловедение

2.1.5 Материаловедение полупроводников и диэлектриков

2.1.6 Металловедение инновационных материалов

2.1.7 Методы исследования материалов

2.1.8 Метрология и стандартизация цифровых технологий в материаловедении и металлургии

2.1.9 Метрология и технические измерения функциональных материалов

2.1.10 Метрология, стандартизация и технические измерения

2.1.11 Метрология, стандартизация и технические измерения в электронике

2.1.12 Основы материаловедения и методов исследования материалов

2.1.13 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.14 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.15 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.16 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.17 Разработка новых материалов

2.1.18 Технология функциональных материалов

2.1.19 Фазовые равновесия и дефекты структуры

2.1.20 Физика диэлектриков

2.1.21 Физика металлов

2.1.22 Физика полупроводников

2.1.23 Введение в квантовую теорию твердого тела

2.1.24 Дефекты кристаллической решетки

2.1.25 Компьютеризация эксперимента

2.1.26 Планирование и организация научно-исследовательской работы

2.1.27 Планирование научного эксперимента

2.1.28 Теория поверхностных явлений

2.1.29 Теория симметрии

2.1.30 Электроника

2.1.31 Введение в квантовую механику

2.1.32 Кристаллография

2.1.33 Математическая статистика и анализ данных

2.1.34 Методы математической физики

2.1.35 Основы дизайна металлических материалов

2.1.36 Основы квантовой механики

2.1.37 Практическая кристаллография

2.1.38 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений

2.1.39 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений

2.1.40 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений

2.1.41 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений

2.1.42 Физика

2.1.43 Физическая химия

2.1.44 Электротехника
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2.1.45 Математика

2.1.46 Органическая химия

2.1.47 Информатика

2.1.48 Химия

2.1.49 Инженерная и компьютерная графика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Атомная и электронная структура поверхности и межфазных границ

2.2.2 Высокотемпературные материалы

2.2.3 Композиционные и керамические материалы

2.2.4 Композиционные материалы

2.2.5 Компьютерное моделирование материалов и процессов

2.2.6 Компьютерное моделирование процессов получения материалов

2.2.7 Математические методы моделирования физических процессов

2.2.8 Металловедение сварки

2.2.9 Методы исследования структур и материалов. Часть 2

2.2.10 Наноматериалы

2.2.11 Объемные наноматериалы

2.2.12 Основы магнетизма. Часть 2. Процессы перемагничивания материалов

2.2.13 Поверхностное модифицирование материалов и защитные покрытия

2.2.14 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.15 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.16 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.17 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.18 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.19 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.20 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.21 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.22 Спектрофотометрические методы оценки качества кристаллов

2.2.23 Специальные сплавы

2.2.24 Структура и свойства функциональных наноматериалов

2.2.25 Технология термической обработки

2.2.26 Физическое материаловедение сплавов с особыми магнитными свойствами, часть 2. Магнитно-твердые сплавы

2.2.27 Функциональные материалы электроники

2.2.28 Экстремальные технологии получения наноматериалов

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-1: Способен осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

Знать:

ПК-1-З1 Физические принципы методов исследования материалов и приборов, теоретические основы технологических

процессов получения материалов с заданными свойствами и изделий на их основе

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя знания фундаментальных наук,

методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания

Знать:

ОПК-1-З2 Механизмы процессов адсорбции, конденсации, кристаллизации и адгезии на поверхности твердого тела разной

морфологии и кристаллической структуры.

ОПК-1-З1 Основные методы получения и исследования покрытий, пленок и слоев функциональных материалов микро- и

наноэлектроники.

ПК-1: Способен осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

Уметь:

ПК-1-У1 Использовать знания фундаментальных основ, подходы и методы физики, статистики, материаловедения и

информационно-коммуникационных технологий при решении исследовательских и практических задач
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ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя знания фундаментальных наук,

методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания

Уметь:

ОПК-1-У1 Оценивать влияние внешних факторов на  морфологию, структуру и физические свойства формируемых слоев,

пленок и покрытий.

ПК-1: Способен осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

Владеть:

ПК-1-В1 Предоставлять результаты научных исследований в соответствии с требованиями, предъявляемыми к

пояснительной записке НИР

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя знания фундаментальных наук,

методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания

Владеть:

ОПК-1-В1 Производить базовый выбор метода получения покрытий, пленок и слоев функциональных материалов с учетом

различных факторов.


